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Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 380/2018 ze dne: 13. 7. 2018

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

Mitutoyo Cesko s.r.o.
Kalibra¢ni laboratof
Dubska 1626, 415 01 Teplice 1

Laborator je zpisobila aktualizovat normy identifikujici kalibraéni postupy.

Obor mérené veli¢iny: Délka
Kalibrace: Nominalni teplota pro kalibraci: (20 + 1) °C
Pofadové | T Rozsah m&fené M &Fici schopnost Identifikace
gislo V) Méfend velitina veli¢iny kalibrace [ £] ? kalibraéniho postupu
1* | Kalibrace souradnicovych MCZ-PI-
meéficich stroju KL SD15 KP 0l
- laserovym (0az5)m (0,1 +0,3L) um | @SSS EESI]SS(()) llgsggj,
interferometrem 5 03+06L)ypm @ € 3604,
e — (0 az },5) m ( 03 um) HI T SONEN1SO 10360-5)
(. - referencni kouli | ' N | ] )
2%  Kalibrace pfistroji na MCZ-PI-
méieni drsnosti povrchu ; KL SDI15 KP02
Ra (0,1 az 50) um 3,4% (CSN EN ISO 3274,
Rz (0,01 az 50) um 2,4 % CSN EN IS0 12179)
Rsm (0,1 az 400) um 0,6 %
Chyba linearity (-400 az 400) um 4 um
i Chyba primosti | - . 0,06 um _ -
3* | Kalibrace pfistroji MCZ-PI-
na méfeni profilu povrchu KL SD15 KP02
Chyba pii méfeni délky X, Y =200 mm (0,2+0,3L) um = (CSN ENISO 3274,
e B CSN EN ISO 12179)
Chyba pti méreni pfimosti - 0,06 pm
Chyba dhlu 185 0,0034 °
4*  Kalibrace profil projektort MCZ-PI-
Chyba pfi méfeni délky (0 az 200) mm (1,2+8,9L) um KL SD15 KP03
Rovnobéznost Pxy - 1 um
Pozice nitkového kfize Ecn - 4 um
Chyba zveétseni - 0.01 %
Otoceni matnice ' 360° 0,5
Kalibrace méricich
' mikroskopti
Chyba pii mefeni délky (0 az 400) mm (1,2+8,9L) um
| Rovnobéznost Pxy - I pm

U vpripadé, ze laboratof je schopna provadét k}ﬂ}brace mlmo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u
pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou / S5 A

D vyjadrena obdobné jako nejistota v sou]ad@ﬁ POZaC okuméntu EA 4/02 prik =2

Strana 1 z cetkevého poétu 2 stran




Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 380/2018 ze dne: 13. 7. 2018

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

Mitutoyo Cesko s.r.o.
Kalibra¢ni laboratof
Dubska 1626, 415 01 Teplice 1

Vysvétlivky:
L — délka vyjadiena v metrech
Rovnobéznost PXY — Rovnobé&znost kiizového stolu s nitkovym kfizem PXY

MCZ-PI-KL._SD15 KP xx — interni postup kalibrace

Méiené pristroje ¢i zaFizeni:
(v souladu s vy3e uvedenym piehledem méfenych veli¢in a jejich rozsahu méfeni mohou byt méfeny

nasledujici typy pfistroji &i zatizeni)

Poradové | T &fenéh wr i e we .
Eislo Yp mereneho prlstr()je Cl zarizeni
1 Soufadnicové méfici stroje (CMM) Mitutoyo — dotekové, dotekové-skenovaci systémy

2 Pristroje pro méfeni drsnosti povrchu, drsnomeéry, kombinované piistrojii na méfeni drsnosti

_ ‘aprofilu povrchu
3 Piistroje pro méfeni profilu (tvaru) povrchu, konturoméry, kombinované pristroju na méfen{

~ drsnosti a profilu povrchu _ - _ ]
4 Profil projektory a méfici mikroskopy
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